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@ Verfahren zur Leistungsmessung einer Strahlung und Anordnung zur Durchfuhrung dieses Verfahrens 

Die Erf indung betrifft ein Verfahren zur Wellenlangen* und 
Leistungsmessung einer Strahlung, insbesondere mit 
schmalbandigem Wellenlingenbereich und einer Anord- 
nung zur Durchfuhrung dieses Verfahrens. Diese Anordnung 
umfa&t wenigstens zwei Strahlungsdetektoreinrichtungen 
mit voneinander unterschiedlichem spektralem Empfind- 
lichkeltskennlinlenverlauf, wobei diese wenigstens zwei 
Strahlungsdetektoreinrlchtungen mit der gleichen zu mes- 
senden Strahlung beaufschlagt warden. Die von den Strah- 
lungsdetektoreinrichtungen erzeugten elektrischen Aus- 
gangssignals werden in einer Auswerteschaltung ausgewer- 
tet und miteinander verglichen, um ein leistungsabhangiges 
etektrisches Signal und ein wellenlangenabhangiges elek- 
trisches Signal zu erzeugen, wobei diese Signale in beson- 
■ ders vorteiihafter Weise zur Regelung von Laserdioden ver- 

Cwendet werden konnen. Das Verfahren und die Anordnung 
der Erfindung sind insbesondere dafur geeignet, eine Aus- 
sage uber einen Welleniangenschwerpunkt zu lief ern. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Leistungs- 
messung einer Strahlung, insbesondere mit schmalban- 
digem Wellenlangenbereich unter Verwendung einer 
Strahlungsdetektoreinrichtung. die mit der Strahlung 
beaufschlagt wird und wenigstens ein leistungsabhslngi- 
ges elektrisches Signal erzeugt. 

Die Strahlungsleistung wird am einfachsten mit Hilfe 
von geeigneten Wandlern, im Falle von optischer Strah- 
lung elektrooptischen Wandlem bestimmt, deren eiek- 
trisches Ausgangssignal proportional der auf den De- 
tektor einfailenden Strahlungsleistung ist Jedoch wer- 
den bei den bekannten Verfahren die Wellenlange und 
die Strahlungsleistung voneinander unabhSngig be- 
stimmt 

Bekannte Verfahren zur Messung der Wellenlange 
einer Strahlung basieren auf der bekannten Erschei- 
nung von Beugungsoder Interferenzeffekten. In Fig. la 
ist eine Anordnung zur DurchfQhrung eines derartigen 
bekannten Verfahrens gezeigt Bei der in Fig. la gezeig- 
ten Anordnung gelangt ein Prisma zur Anwendung, wo- 
bei eine Strahlung 1 mit parallelem Strahlungsverlauf 
auf das Prisma 2 auftrifft und gebrochen wird, da das 
Prisma einen hoheren Brechungsindex aufweist als das 
Medium, in welchem die Strahlung parallel verlSuft Der 
Strahlungsanteil mit kurzerer Wellenlange wird dabei 
starker gebrochen als der Strahlungsanteil mit groBerer 
Wellenlange. Auf der Ebene 4 kann daher der kurzwelli- 
ge Anteil der Strahlung (z.B. blaues Licht bei optischer 
Strahlung) in der Richtung 5 detektiert werden, wah- 
rend der langwelligere Strahlungsanteil (rotes Licht) in 
der Richtung 6 detektiert werden kann. 

Ein weiteres bekanntes Verfahren unter Verwendung 
eines Beugungsgitters zeigt Fig. lb. Von einem Beu- 
gungsgitter 3» das im einfachsten Fall auch nur von ei- 
nem Spalt gebildet sein kann, wird ein einfallender 
Strahl 1 derart gebeugt daB auf einer Ebene 4 der lang- 
welligere Strahlungsanteil in Richtung 6, jedoch der 
kurzwelligere Strahlungsanteil in Richtung 5 detektiert 
werden kann. Bei beiden bekannten Verfahren werden 
die verschiedenen WellenlSngen einer Strahlung em- 
lang einer Strecke abgebildet 

Unter Hinweis auf Fig. 2 sei im folgenden auch kurz 
die bekannte Wellenl^ngenbestimmung mittels der In- 
terferenzerscheinung mit Hilfe des sogenannten Mi- 
chelson-Interferometers erlautert. Ein paralleler Licht- 
strahl 1 wird mit Hilfe einer Strahlungsteilerplatte oder 
an einem Strahlungsteilerwurfel 2 in wenigstens zwei 
Teilstrahlen aufgeteilt. Diese Teilstrahlen werden iiber 
zwei Spiegel 3 und 4 in sich zurdckreflektiert, so daB sie 
sich an der slrahlteilenden Schicht von 2 wiedervereini- 
gen. Ein Teil der wiedervereinigten Strahlung breitet 
sich jedoch entgegen dem einfailenden Strahl 1 aus, 
w^hrend der andere Strahlungsteil mit Hilfe des Detek- 
tors 5 angewiesen werden kann. Wird nun einer der 
Spiegel, Z.B. der Spiegel 4 parallel zur Richtung der 
Strahlausbreitung bewegt, so tritt an dem Detektor 5 
abwechseind eine konstruktive und destruktive Interfe- 
renz auf, sofern die Strahlung koharent ist. Die Wellen- 
lange ist nun proportional dem Verstellweg des Spiegels 
und umgekehrt proportional der Anzahl der am Detek- 
tor gez^hlteh Hell/Dunkel-Perioden. Mit Hilfe dieses 
Verfahrens kann nur monochromatische Strahlung ana- 
lysiert werden, also keine Strahlung, die aus einem Ge- 
misch verschiedener Wellenlangen besteht. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht 
darin, ein Verfahren zur Wellenlangen- und Leistungs- 
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messung einer Strahlung der angegebenen Gattung und 
eine Anordnung zur DurchfQhrung dieses Verfahrens zu 
schaffen, die es eriaubt, mit besonders geringem techni- 
schen Aufwand gleichzeitig eine Strahlungsleistungs- 
5 und Wellenlangenschwerpunktmessung vorzunehmen, 
wie dies beispielsweise zur genauen Regelung einer La- 
serdiode erforderlich ist. 

Ausgehend von dem Verfahren der eingangs genann- 
ten Art wird diese Aufgabe erfindungsgemaQ dadurch 
10 gelost. daB wenigstens zwei Strahlungsdetektoreinrich- 
tungen mit voneinander unterschiedlichem spektralen 
Empfindlichkeitskennlinienverlauf mit der gleichen zu 
messenden Strahlung beaufschlagt werden und daB die 
von den wenigstens zwei.Strahlungsdetektoreinrichtun- 
15 gen erzeugten elektrischen Ausgangssignale miteinan- 
der verglichen werden, um das leistungsabh^ngige und 
ein wellenl^ngenabh^ngiges elektrisches Signal zu er- 
zeugea Mit Hilfe des erfindungsgemaBen Verfahrens 
kann gleichzeitig eine Strahlungsleistungsmessung und 
20 eine Wellenlangenschwerpunktmessung besonders ein- 
fach durchgefQhrt werden. 

Die Auswertung der von den Strahlungsdetektorein- 
richiungen erzeugten Ausgangssignale erfolgt in vor- 
teilhafter Weise derart, daB die Differenz zwische'n die- 
25 sen Ausgangssignalen gebildet wird, wobei das durch 
die Differenzbildung erhaltene Signal als Riickkopp- 
lungssignal eines Regelkreises zur Wellenl^genstabili- 
sierung, insbesondere einer Laserdiode, verwendet wer- 
den kann. 

30 Ein normiertes wellenlangenbezogenes Ausgangssi- 
gnal kann dadurch erhalten werden, daB man nach der 
Differenzbildung der Detektorausgangssignale das da- 
bei erhaltene Differenzsignal durch eines der Detektor- 
ausgangssignale dividiert 
35 Sowohl das leistungsproportionale elektrische Signal 
als auch das wellenlangenproportionale elektrische Si- 
gnal kann zweckmSfligerweise als RUckkopplungssignal 
eines Regelkreises zur Wellenlangenstabilisierung ver- 
wendet werden. Bei einer Reihe von Anwendungen, wie 
40 beispielsweise der Regelung einer Laserdiode ist es le- 
diglich erforderlich, einen Welleniangenschwerpunkt 
des ohnehin schmalbandigen Wellenlangenbereiches zu 
ermitteln. 

Mit Hilfe des RQckkopplungssignals kann zweckm^- 
45 Bigerweise ein Stellglied verstellt werden, wobei die De- 
tektorausgangssignale tiber das Stellglied derart ver- 
starkt oder auch gedampft werden kdnnen, daB dls 
Ruckkopplungssignal zu Null wird. 
Die Erfindung betrifft auch eine Anordnung zur 
50 Durchfuhrung des erfindungsgemaBen Verfahrens. die 
als wesentliche Merkmale zwei Strahlungsdetektorein- 
richtungen enthali, die einen unterschiedlichen spektra- 
len Empfindlichkettskennlinienverlauf aufweisen. Diese 
Strahlungsdetektoreinrichtungen sind so angeordnet, 
55 daB sie die Strahlung einer gemeinsamen Strahlungs- 
quelle aufnehmen, wobei die von den Strahlungsdetek- 
toreinrichtungen abgegebenen Ausgangssignale mit 
Hilfe einer Auswerteschaltung ausgewertet werden, die 
ein leistungsbezogenes und eine wellenlangenbezoge- 
60 nes elektrisches Signal aus den Ausgangssignalen der 
Strahlungsdetektoreinrichtungen erzeugt 

Beide Strahlungsdetektoreinrichtungen konnen 
zweckmaCigerweise aus einer Photodiode bestehen, 
wobei jedoch einer Photodiode ein optisches Filter vor- 
65 geschaltet ist, durch welches bestimmte Wellenlangen- 
bereiche einer zu messenden Strahlung ausgeblendet 
werden. Das dabei verwendete optische Filter ist so 
ausgebildet bzw. ausgew^hlt, daB der vom Filter durch- 
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gelassene Wellenlangenbereich bzw. der MeBbereich lenlange aufgetragen ist Die Empfindlichkeit des ersten 
auf der ansteigendcn oder abfallenden Filterflanke des Detektors 4 ist in dem interessierenden Wellenlflngen- 
Filters, liegt Dadurch wird errcicht. da6 der Empfind- bereich 5 -6 im wescntlichen konstant, wfthrend jedoch 
iichkeitskennlinienverlauf der cincn Strahlungsdetek- die Empfmdlichkeit der zweiten Strahluhgsdetektorein- 
toreinrichtung innerhalb des WellenlflngenmeSberei- 5 richtung 4' bei dem gezeigten AusfOhrungsbeispiel line- 
ches entweder im wescntlichen linear abf allt oder linear ar mit zunehmender Wcllenlftnge abnlmmt Das Ver- 
ansteigt Das verwendete optische Filter kann auch aus hSiltnis der beiden Detektorausgangssignale, normiert 
cinem Tagestichtsperrfilter bestehen. auf eine bestimmte Strahlungsleistung, die beispielswei- 

SchlieBlich besteht auch die Mdglichkeit. zur weite- se direkt vom ersten Detektor 4 geliefert wcrden kann, 
renEingrenzungeinesWelleniahgenschwerpunktes we- 10 ist der Wcllenlftnge direkt proportionaL Fflr ein RQck- 
nigstens eine weitere Strahlungsdetektoreinrichtung kopplungssignaJzur NachregclungderWelleniangez.B. 
mit unterschiedlicherSteigung der im wescntlichen line- bei Lascrdioden. ist sogar Icdiglich eine Diffcrenzbil- 
ar abfallenden oder linear ansteigendcn Empfindlich- dimgder Detektorsignalcerforderlich.Diegezeigtc An- 
keitskennlinie innerhalb des Wellenlftngenbcreichs vor- ordnung bzw. das Verfahren nach der vorliegenden Er- 
zuschen. Die Aufteilung von Strahlungsanteilen der 15 fmdung Uefert somit cine Aussage fiber einen Wellen- 
Strahlung einer Strahlungsquelle erfolgt zweckm&Bi- mngenschwerpunkt wobei also ein breitbandiges Wei- 
gerweisemitHilfeeiriesDifrusors. leniangengemisch nicht aufgetrennt wird. wie das bei 

Die Anordnung nach der vorliegenden Erfmdung ist dem bekannten Beugungsvcrfahren der Fall ist Bei dem 
insbcsondere fOr eine Regeleinrichtung einer Laserdio- gezeigten AusfahrungsbeipieL welches speziell fOr die 
de ausgelegt 20 Regelung von Laserdioden verwendet werden kann. ist 

Die Erfmdung ist allerdings nicht auf den optischen nur ein Schwerpunkt des ohnehin schmalbandigen Wel- 
Bereich beschrAnk't, sondem das Verfahren und die An- lenlangenbereiches von Interesse. 
ordnung gemftfl der vorliegenden Erfindung kdnnen in Bei der in Fig. 4 gezeigten Anordnung gelangt eine zu 
einem breiteren Bereich elektromagmetischer Strah- messende Strahlung 1 zunlchst zu einer Strahlteilungs- 
lung eingesetzt werden, wobei dann die verwendeten 25 einrichtung, beispielsweisein Fonneines-Diffusors2,so 
Elemente dem gewQnschten Wcllenlangenbereich cnt- daB die zu messende Strahiung in zwei Teilstrahlen 3 
sprechendausgewkhlt werden. und 3' aufgeteilt wird. Bei einer surk divergierenden 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausfah- Strahiung oder bei Vorhandensein von Streulicht ist die 
rungsbeispielen unter Hinweis auf die Zeichnungen nt- Strahlaufteilung ohnehin schon gegeben. Es muB dabei 
her eriautert Es zeigen: 30 jedoch sichergcstellt werdei^ daB die Teilstrahlen 3 und 

Fig. 1 und 2 bekannte Anordnungen zur Wellenlan- 3' die gleiche Wellenlange haben und auch ein konstan- 
gen- und Lcistungsmessung einer Strahiung; tes Leistungsverhaitnis wfthrcnd der Messung haben. 

Flg.SeincgraphischeDarstellungdesKennlinienver- Der erzeugte Strahlanteil 3 gelangt direkt auf den 
laufs der zwei Strahlungsdetektoreinrichtungen; Strahlungsdetektor 4. wahrend der Strahlanteil 3' zu- 

Flg. 4 eine Anordnung zur Durchfflhrung des erfin- 35 nachst Ober ein Filter 5 geleitet wird und erst dann auf 
dungsgemaBen Verfahrens; und den Strahlungsdetektor 4' auftrifft Die von den Strah- 

Flg. 5 ein weiteres AusfQhrungsbeispiel einer Anord- lungsdetcktoren 4 und 4' gelicferten Ausgangssignale 7 
nung zur DurchfQhrung des erfindungsgemaflen Ver- und 8 werden in einer Auswerteschaltung 9 ausgcwertet 
fahrens. bzw. verarbeitet Die Auswertung der Signale kann auf 

Die in den Fig. 4 und 5 gezeigten Anordnungen lie- 40 sehr verschiedene Weise erfolgen, . beispielsweise im 
fern mit sehr geringem technischen Aufwand sowohl ein Sinne der zuvor erwfthnten Differenzbildung und dem 
leistungsabhftngiges elektrisches als auch ein wellenl&n- zuvor erlauterten Teilungsvorgang, so daB an einem 
genabhangiges elektrisches Signal Bendtigt werden Ausgang der Auswerteschaltung 9 bei 10 ein leistungs- 
derartige Signale z.B. zur Regelung von Laserdioden. abhangiges elektrisches Signal erhalten werden kann 
bzw. zur Korrektur der mit Hilfe von Laserdioden vor- 45 und am Ausgang It der Auswerteschaltung 9 ein wel* 
genommenen Messungen. Es laBt sich auch mit beson- lenlangenabhangiges Signal zur VerfBgung steht Diese 
ders geringem Aufwand ein Wellenlangenvergleich ver- Signale kOnnen entweder zur Anzeige gcbracht werden ' 
schiedener Laserdioden mit Hilfe der gezeigten Anord- oder weiterverarbeitet werden, beispielsweise zur Re- 
nungen realisieren. Ober eine einfache Kalibriereinrich- gelung von Laserdioden. 

tung ist cine absolute Wellenlangenzuordnung ebenso 50 Fig. 5 zeigt ein weiteres AusftthrungsbeispieL wobei 
mdglich. Die in Fig. 4 gezeigte Anordnung besteht im bei der Anordnung nach Fig. 5 alle Elemente. die auch 
wescntlichen aus zwei Strahlungsdetektorcinrichtungen bei der Anordnung nach Fig. 4 vorhanden sind, mit den 
4, 4'. die gewdhnliche Photodioden enthalten. mit denen gleichen Bezugszelchen bezeichnet sind. Bei der Aus- 
normalerwcise nur die Strahlungsleistung gemessen fdhrungsform nach Fig. 5 besteht die Strahlungsdetek- 
wird. Jedoch Ist bei der gezeigten Anordnung einer der 55 toreinrichtung 4" aus einer Einheit, die eine Photodiode 
Photodioden 4' ein optisches Filter 5 vorgeschaltet.wel- und ein Filter. z3. ein Tageslichtfilter. enthait Dabei 
ches einen bcstimmten Wellenlangenbereich. der bei- liegt die Filterflanke des Tagcslicht-Spcrrfiltcrs in dem 
spielswcise fOr einen Regelvorgang nicht von Interesse zu betrachtenden Wellenlingenbcreich. Mit 4 ist eine 
ist. ausblendct Das optische Filter ist dabei so ausge- gewdhnliche Photodiode bezeichnet 
wahlt. daB der interessierende WelleniangenmeBbe- 60 Das Filter 3 hat bei dem gezeigten AusfOhrungsbei- 
rcich auf einer der Filterflanken (entweder der anstei- spiel folgende Aufgabe zu erfflUenL 
genden oder der abfallenden Filterflanke) gclegen ist, Die Funktion des Verhftltnisses der spektralen Emp^ 
wodurch erreicht wird. daB die spektrale Empfindlich- fihdlichkeiten beider Detektoren nuiB in dem zu be- 
keit der beiden Detektoren im interessierenden Wellen- trachtenden Wellenlangenbereich monoton sein. damit 
langenbereich unterschiedlich ist In Fig. 3 ist dies mit- 65 die Wellenlangenzuordnung eindeutig ist 
tels zweler idealisiertcr Empfindlichkeitskurven darge- Die Auswerteschaltung 9 kann besonders einfach auf- 
stellt Auf der Ordinate 1 ist die spektrale Empfindlich- gebaut sein. Beispielsweise kann bei dem gezeigten 
keit aufgetragen, wfthrcnd auf der Abszisse 2 die Wei- Ausfflhrungsbeispiel das leistungsabhftngige Signal 10 
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direkt das Ausgangssignal des Strahlungsdetektors 4 
sein» w£lhrend das wellenlangenabh^ngige Signal II 
durch ein einfaches Subtrahierglied erhalten werden 
kann, um die Ausgangssignale 7 und 8 der Strahlungsde- 
tektoreinrichtungen voneinander zu subtrahieren. Diese 5 
so erhaltenen Signale sind filr eihe Regelung vollstdndig 
ausreichend Eine weitere Division durch das leistungs- 
abh^ngige Signal 7 fOhrt dazu, daB das Signal 11 aus 
einem reinen wellenlangenabh^ngigen Signal besteht. 

Durch die vorliegende Erfindung wird somit ein Ver- 10 
fahren und eine Anordnung geschaffen, die fur spezifi- 
sche Anwendungsfalle» wie beispielsweise fQr Rege- 
lungs- Oder Steuerungsaufgaben. besonders vorteilhaft 
mit geringem technischem Aufwand eingesetzt werden 
konnen. 15 

Fur einen Fachmann sind eine Reihe von Abwandlun- 
gen und Anderungen mdgllch, ohne jedoch dadurch den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen. So ist 
es beispielsweise moglich, zur genaueren Eingrenzung 
eines Wellenlangenschwerpunktes wenigstens eine wei- 20 
tere Strahlungsdetektoreinrichtung mit unterschiedli- 
cher Steigung der im wesentlichen linear abfallenden 
oder linear ansteigenden Empfindiichkeitskennlinie in- 
nerhalb des interessierenden WellenlangenmeBberei- 
ches vorzusehen» wobei durch Kombination des Aus- 25 
gangssignals dieses weiteren Strahlungsdetektors mit 
dem Ausgangssignal der ubrigen Strahlungsdetektoren 
unterschiedliche Regelaufgaben oder Steueraufgaben 
geldst werden kdnnen oder auch genauere Wellenlsln- 
genmessungen vorgenommen werden kdnnen. Auch ist 30 
die vorliegende Erfindung nicht auf die Verwendung 
von zwei oder drei Strahlungsdetektoreinrichtungen 
beschrHnkt 

PatentansprOche 35 

1. Verfahren zur Leistungsmessung einer Strah- 
lung, insbesondere mit schmalbandigem Wellenlan- 
genbereich. unter Verwendung einer Strahlungsde- 
tektoreinrichtung. die mit der Strahlung beauf- 40 
schlagt wird und wenigstems ein leistungsabh^gi- 
ges elektrisches Signal erzeugt. dadurch gekenn- 
zeichnet, daQ wenigstens zwei Strahlungsdetektor- 
einrichtungen (4, 4' -I- 5; 4, 4") mit voneinander 
unterschiedlichem spektralen Empfindlichkeits- 45 
kennlinienverlauf mit der gleichen zu messenden 
Strahlung (1) beaufschlagt werden und daB die von 
den wenigstens zwei Strahlungsdetektoreinrich- 
tungen (4, 4' -I- 5; 4, 4") erzeugten elektrischen 
Ausgangssignale (7, 8) miteinander verglichen wer- 50 
den, um das leistungsabh&ngige und ein wellenl^n- 
genabhingiges elektrisches Signal zu erzeugen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Differenz zwischen den Aus- 
gangssignalen der Strahlungsdetektoreinrichtun- 55 
gen gebildetwird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das durch die Differenzbildung erhal- 
tene Signal als Ruckkopplungssignal eines Regel- 
kreises zur Welleniangenstabilisierung, insbeson- 60 
dere einer Laserdiode,verwendet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB nach der Differenzbildung der 
Detektor-Ausgangssignale das dabei erhaltene Dif- 
ferenzsignal durch eines der Detektor-Ausgangssi- 65 
gnale (7 oder 8) dividiert wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet. daB sowohl das leistungs* 



proportionate elektrische Signal als auch das wel- 
lenlSngenproportionale elektrische Signal als 
Ruckkopplungssignal eines Regelkreises zur Wel- 
leniangenstabilisierung verwendei wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 3 oder 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB mit Hilfe des RQckkopplungssi- 
gnals ein Stellglied verstellt wird 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ilber das Stellglied die Detektoraus- 
gangssignale derart verstSrkt oder gedampft wer- 
den, daB das Ruckkopplungssignal zu Null wird. 

8. Anordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens 
nach einem der Anspruche 1 bis 7, gekennzeichnet 
durch wenigstens zwei Strahlungsdetektoreinrich- 
tungen(4,4' 5; 4, 4") mit unterschiedlichem spek- 
tralen Empfindlichkeitskennlinienverlauf, die so an- 
geordnet sind, daB sic die Strahlung (1) einer ge- 
meinsamen Strahlungsquetle aufnehmen, und durch 
einen an die Ausgange der Strahlungsdetektorein- 
hchtungen angeschlossene Auswerteschaltung (9), 
die ein leistungsbezogenes und ein wellenlangenbe- 
zogenes elektrisches Signal aus den Ausgangssi- 
gnalen der Strahlungsdetektoreinrichtungen (4, 4'; 
4, 4") erzeugt 

9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine der Strahlungsde tektoreinrich- 
tungen (4) aus einer normalen Photodiode besteht, 
w^hrend die andere Strahlungsdetektoreinrichtung 
(4' + 5; 4") aus einer Photodiode mit vorgeschalte- 
tem optischem Filter (5) besteht, durch das be- 
stimmte Wellenlangenbereiche ausgeblendet wer- 
den. 

10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das optische Filter (5) so ausgebildet 
ist, daB der vom Filter durchgelassene Wellenlin- 
genbereich (MeBbereich) auf der ansteigenden 
oder abfallenden Filterflanke liegt 

1 1 . Anordnung nach einem der Anspriiche 8 bis 1 0, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Empfindlichkeit 
der einen Strahlungsdetektoreinrichtung (4) in dem 
Wellenl&ngenmeBberetch konstant ist und daB die 
Empfindlichkeit der anderen Strahlungsdetektor- 
einrichtung (4' -K 5; 4") innerhalb des Wellenlan- 
genmeBbereiches im wesentlichen linear abfillt 
oder linear ansteigt. 

12. Anordnung nach einem der Anspruche 9 bis 1 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB der anderen Strah- 
lungsdetekoreinrichtung (4'; 4") ein Tageslicht- 
sperrfilter vorgeschaltet ist oder daB die Strah- 
lungsdetektoreinrichtung (4") ein Tageslichtsperr- 
filterenthalL 

13. Anordnung nach einem der AnsprBche 8 bis 12. 
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Strahlungs- 
quetle und den Strahlungsdetektoreinrtchtungen(4. 
4'; 4, 4") ein Diffusor (2) angeordnet ist. 

14. Anordnung nach einem der Anspruche 8 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens eine wei- 
tere Strahlungsdetektoreinrichtung mit unter- 
schiedlicher Steigung der im wesentlichen linear 
abfallenden oder linear ansteigenden Empfindiich- 
keitskennlinie innerhalb des Welleml^ngenmeBbe- 
reiches vorgesehen ist 

15. Anordnung nach einem der AnsprQche 8 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Anordnung Be- 
standteileinerRegeleinrichtungeinerLaserdiodeist 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 



2EICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: DE 3839 537 A1 

Int. CI.5: G oiJ 1/24 

Offenlegungstag: 31. Mai 1990 




FIgur la 



1 




FIgur lb 



1 



» 4 



5 a 



* . ► 



< > 1-4 



Figur 2 
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